ICS 77. XXX. XX

CCS HXX Sf S

& & RAT A R

Y S/T XXXX—XXXX

H
f&
>
Al
H
=H
j -
I.H
-]
JIT

Ae B 3 & aRE R AR
AR BUE

Test method for surface particle of wafer shipping boxes

—Liquid particle count method

SULEE D

XXXX = XX = XX & %5 XXXX = XX = XX SLjit

h e N R HEFE T Fr{s5 2 1L 5B % fn






Hil

—

=]

YS/T XXXXX-XXXX

AARAEAZHEGB/T 1. 1-2020  ChRAEAL CAERN B8040y AR SCAR R SRR S I ) o e

.

A A EAG SRR B AR ZE fi 4 (SAC/TC243) A [E ) TR & FIATRRHE AL 3 R 23

SRR ZE B4 (SAC/TC203/SC2) #HEHFFIA I,

VA PR A T RGNS IR A SR I R AT BRI B R T
AR Efr: 2075 T BRI O IR A 712

A EERFN: .






YS/T XXXXX-XXXX

ar B3 S AR E AR AR
RS FRTT BUE

1 SEE

ARSI T R A8 KR B, A 25 F 6 3R T R 5 P VLA SR T 5038 A IR U ks 4 2 7
ViR

ASAEH T EAL00Z K., 1252k, 1502k, 2002 K. 3002 KM . fEAbE . KH
ML R 2 SRS CELAESE Bt Fr o PR B A L WAL AR B A . BRABRE B . A PR )
0.2 B R VR 1 FE AR

2 MMsIAxH

TN FNSCA A P S T ST R 1 R AL AR SO AN T A SR . FLARVE HH R 51 SO,
A0 H R RSCARIE F T AR S0 AN HRI SR SCfF, HesoRhioAR GRS BT A B B & T A8 S0

GB/T 14264 >f-S4AM KRB

GB/T 29024.2-2016 FLFE/pAT FMURLFDGAIETTE 28 MARBURLTH RS B -

GB/T 25915. 1-2021 V&= KA ZEHEMEE-1: THE SN

3 AIBMZEX

3.1 Ea 3 & wafer shipping box
R—RHTEYE, BEEFAREFRSMBREE, BT A Bk —MaEsme,
H&Es, &0 (B3 MeEanm, W Ewm.

4 [FIE



YS/T XXXXX—-XXXX

P AR e AR T S W ANRIT . SR A R TEEAT R, A SR T AR RORE A i £ 23R B
W, I A SORE T AN IR OB Hh AT T S50 R 2R T PR DR 7

5 FHEZE

5.1 Farill 2 5 52 Bk o 18] 14 S R s e, SR 1P S5 55 R B T GB/T 25915, 1-2021 314+ &
S5 K.

5.2 Fuil 2 B2 B 1 2= I BRI G #8 A E S VR 4815 I s2 e .

5.3 AT FE 52 Al KI5 1 FE RN B ARV 19 B R, VR RN, A i R IR SR, TR IR UE 4l KR
TR IRV 1

5.4 Farill 45 2 AR E R, 8 B SR AT AR

5.5 gl 552 B4k e 7 BER MR, AR K 2 AR 3/32 ST DY sUECE, 38 4l KR
TN 13545 =T/

5.6 HUFETEAFEIR, ML RATREE E R

6 RFIS A

6.1 4iKBLE RS, AKBRLE 2 =0. 2 KBk N T 10 AN/Z T =0. 3 ek gk N T 5 4~/2
Tt =0. 5 HOKRRIERL/N 2 4/ 2T,

6.2 B, BEfE. BE.

7 NERE

~

BRI THEES INRE BUAU R 60 2T/ 0B
7.2 AREURLTH B IARAE . ZORE S =0, 250K, =0, 35K, =0. 5HekillikisiE .

8 M

8.1 HA 100 2K, 125 22K, 150 22K, 200 =K. 300 Z KM AR .

8.2 Rl B @ AREA AR, RAL, IR T,

9 HEPSE

9.1 HRMK

A T ERE SRR BT Sy, AERRRERT AT, A IR SR
.20 BRI 5 T R, 5 0 I

2 HEailis

S22 RN E RST R R R S e IR A AT, SHUE S B AREREA . ZKHE LT &

O O

O

O



YS/T XXXXX-XXXX

x=1AkHE

s fom — :’;”ﬁi (%}ZE —
i & & pe)
100 2K 5 A3 & 3004 10% 3004 10% 4004 10% 10004 10%
125 2R A A & 3004 10% 3004 10% 4004 10% 10004 10%
150 2K g e i & 3504 10% 3504 10% 5004 10% 12004 10%
200 Z K i B A & 5004 10% 5004 10% 600+ 10% 1600+ 10%
300 =K i LR A & 400£10% 1200+ 10% / 1600+ 10%

9.2.2 MWZAUKRE oM, NG E MK 55258 BRI R =MReArE sk 8 BUF 25K
=0. 5 WORKIBRLN T 2 AS/2TF; =0.3 ek BBRLAN T 5 /27 =0. 2 ok RN T 10 4>/
Tt BX — S R B B BK, SRR T8, TR A R U

9.2.3 HEMME, 6. 1 BEAUKFEN 13515 ZTHE08h, RIFILARE.

9.2.4 BRI QR EE ST b, PREGECRAUK, PO K SRR MRIT/NT 4 BK, 1z
TIEME, YA AR, et MRMTEES, BTSSR, SO EAE SR A
il BRJa B &, PR IRBORICER T & i e R e R R A 2 9. 2. 2 DR OHE TH Ik
M B2 9.2, 1 #E 2K ST EEFIENCEE, 1EARIIEE.

9.2.5 BURLTHEACS OB B ORI KBS 4 K, B A 5 2, 103 E = IR R R U -
THEZHEHRACIE N =0. 2 0K, =0.3 50K, =0. 5 FOKARTRL.

9.2.6 fEBARURL TH BRI B 2 R R RO K

9.2.7 {E AR K a0 A U R RO

10 RIEHEALIE

10. 1 B i 2 T 0RT B0 45 SR ] o — o ol o B 20

10. 2 JHARGE R LIA/ em® NEfrfz o (1D #47H5E.

Q. =VeQ=Q)/ Ao (1)

Favee
Qsn——FE R IR AR (D on’);
Vs— I B a4 (mL) ;
Qs—— = RIS FI IR LB B 1P (AN /mL)
Qb—— =R 2 AR BRI AR T EE (A /mL)
A——FER IR A (em) ;

10. 3MRER AN /10ml RBAALIZ A (2) BT
Q. =(Q=Q)*10. ..ot 2)

A
Qun— BARBRTR 2R (4/ 10mL)



YS/T XXXXX—-XXXX

Q. — =R FIN R ROUR B R 2 E (4> /mL)
Q — =WIAR K E AR PR SR 2 (4>/mL)

1 BEE

S 2 A AN S B8 2 () B A S PR AN B 25 A R SR I = OB SZ IR S5 R I e 8, AR AR
G 22 AN K2R 2T 81 Fe VAR A v 22

®2 FRVFAHX i %

WURLRE AT I8 TE SCUG N SRVFAR 22 | S50 5 A SO VR AR i 22
Hm % %
=0.2 30 60
=0.3 30 40
=0.5 30 40

12 GRS

AR i i AL T A A 2

a) PR AR B . SRR AR
b) A5 5

o) BRI THEER RS 54 K

d) IR OB AR AR

e) MTALE LA, I &AL

£) Ml H .



	前  言
	1　范围
	2　规范性引用文件
	下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本
	GB/T 14264  半导体材料术语
	3　术语和定义
	4　原理
	5　干扰因素
	5.1 检测结果受到检测房间洁净等级的影响，要求洁净等级等同或优于GB/T 25915.1-2021
	5.2 检测结果受到洁净室环境和检测人员操作动作细节的影响。
	5.3 检测过程受纯水洁净度和烧杯洁净度影响，洁净度不好，不易满足测试背景的要求，需保证纯水和烧杯的
	5.4 检测结果受仪器稳定性的影响，定期对仪器进行校准。
	5.5 检测结果受到纯水冲洗力度的影响，建议纯水出水口是内径为3/32英寸的四氟软管，软管纯水流速为
	6　试剂或材料
	6.1　纯水供给系统，纯水颗粒满足≥0.2微米的颗粒小于10个/毫升；≥0.3微米的颗粒小于5个/毫升；≥0
	6.2　 烧杯、量筒、秒表。

	7　仪器设备
	7.1 液体颗粒计数器测试建议流量：60毫升/分钟。
	8　样品
	8.1　直径100毫米、125毫米、150毫米、200毫米、300毫米晶片包装片盒。
	8.2　待测试包装片盒不能有破损、裂纹，并使用洁净的袋子包装。

	9　试验步骤
	9.1　背景测试
	9.1.1　经计量检定合格的液体颗粒计数器，在每次使用前，必须作背景测试。
	9.1.2　背景测试通过后方可使用，否则重新测试。

	9.2　样品测试
	9.2.1　根据不同尺寸的包装片盒确定浸取纯水用量，选取适当量程的烧杯。纯水用量见下表。
	表1 纯水用量
	9.2.2　用纯水反复冲洗烧杯，装入适量的纯水做背景实验。直到冲洗到三种粒径数量能达到以下要求： ≥0.5微米的
	9.2.3　用量筒和秒表，调节6.1软管纯水流速为135±5毫升每分钟, 保持此流速。
	9.2.4　将包装片盒样品放置在桌面上，手持软管放出纯水, 软管出水口离样品表面小于4厘米, 成“Z”字形移动,
	9.2.5　颗粒计数仪参数设置为每份水样共抽取4次测试，首次数据舍去，记录后三次各粒径颗粒数值。主要参考粒径通道
	9.2.6　使用液体颗粒计数器测量空白试样中的颗粒数量。
	9.2.7　使用液体颗粒计数器测量待测液中颗粒数量。


	10　试验数据处理
	10.1样品表面颗粒数量结果可选一种或两种单位表示。
	10.2 测试结果以个/ cm2为单位按公式（1）进行计算。
	10.3测试结果以个/10ml为单位按公式（2）进行计算。
	11 精密度
	12 试验报告


